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前  言

  本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

GB/T12273《石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范》分为如下几个部分:
———第1部分:总规范;
———第2部分:使用指南;
———第3部分:标准外形和引出端连接;
———第4部分:分规范 能力批准;
———第4.1部分:空白详细规范 能力批准;
———第5部分:分规范 鉴定批准;
———第5.1部分:空白详细规范 鉴定批准。
本部分为GB/T12273的第5.1部分。
本部分代替GB/T15020—1994《电子设备用石英晶体元件 空白详细规范 电阻焊石英晶体元

件 评定水平E》,与GB/T15020—1994相比,除编辑性修改外主要变化如下:
———由于本标准的体系增加了分规范,空白详细规范根据分规范修改相应的引用内容;
———删去了应该直接写在分规范中的规定内容;
———标准编号按标准不同部分进行了调整。
本部分使用重新起草法修改采用IEC61178-3-1:1993《石英晶体元件 IEC电子元器件质量评定

体系 第3部分:分规范 鉴定批准 第一篇:空白详细规范》。
本部分与IEC61178-3-1:1993相比在结构上有调整,原因是:IEC61178-1被IEC60122-1:2002代

替,目前IEC61178的其他部分还继续有效。根据IEC60122的预计结构,本部分应为IEC60122的

第5.1部分,待修订时即进行编号调整。本部分采用了IEC60122的预计结构。这样的结构清晰并方

便使用,并且与IEC有关频率控制和选择用元器件规范结构的调整趋势一致。
本部分作了下列编辑性修改:
———外形和尺寸图由第三视角改为第一视角;
———规范性引用文件中的IEC文件为目前的现行版本。
———用GB/T2828.1—2003代替IEC410:1973 计数检查抽样方案和程序,前者与后者在使用中

无技术性差异。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国频率控制与选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)归口。
本部分起草单位:中国电子元件行业协会压电晶体分会、中国电子技术标准化研究所。
本部分主要起草人:章怡、姜连生、李晓英。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T15020—1994。
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序  言

空白详细规范

空白详细规范是分规范的补充文件,它规定了详细规范的格式和最小内容要求。
在制定详细规范时,应将GB/T12273—1996第2章要求考虑进去。
对于生产批量小的晶体元件,可以不采用本规范,推荐采用能力批准。

详细规范的识别

对于本页方括号的数字,应在相应位置填上下列相应项目内容:
[1] 按其权限发布详细规范的国家标准机构名称。适用时,可从该机构得到详细规范。
[2] IECQ编号和由IEC分配给的详细规范编号。
[3] 总规范和相关分规范编号及其版本号:若有差异,也可加上国家标记。
[4] 与IECQ编号不同的详细规范的国家编号、出版日期,以及国家体制要求的任何进一步内容

和任何修订的编号。

石英晶体元件的识别

[5] 石英晶体元件或石英晶体元件范围的简述(如标称频率、泛音次数、切型、振动模式)。
[6] 按IEC60122-3及其修改件的典型结构的内容(适用时)(如电阻焊、冷压焊)。
对于[5]和[6],详细规范给出的内容应按IECQC001005和IECQC001004填入足够的内容。
[7] 标有主要互换性尺寸的外形图,它应符合IEC60122-3及其修订件和(或)符合相应的国家或

国际标准文件中关于外形的要求。此外,该图也可在详细规范的附录中给出。

可从       获得规范 [1] 版本号 [2]

发布日期

第 页,共 页

按GB/T12273—1996 [3]

鉴定批准评定质量的元器件

[4]

外形和尺寸 [7]
(第一视角)

单位:mm

石英晶体元件 [5]

晶体盒 [6]
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石英晶体元件
电子元器件质量评定体系规范
第5.1部分:空白详细规范

鉴定批准

1 额定值

优先额定值见GB/T12273—1996的2.3。
———工作温度范围;
———电路条件;
———最大激励电平;
———激励电平测量;
———气候类别;
———机械试验严酷度。
按本详细规范批准合格的元件制造厂的资料可从IECQC001005得到。

2 特性值

特性值见GB/T12273—1996的2.2。
———标称频率/范围;
———基准温度;
———频差;
———最大谐振电阻。
另外,也可以规定下述的其他特性:
———最大并电容;
———动态参数或频率牵引范围;
———无用响应;
———老化;
———激励电平相关性。
注:若有必要,上述特性可以表格形式给出。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T12273—1996 石英晶体元件 电 子 元 器 件 质 量 评 定 体 系 规 范 第1部 分:总 规 范

(IEC61178-1:1993,IDT)

GB/T16517—1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第3部分:分规范 鉴定批
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